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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

СТРУКТУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЗОНДОВОЙ СТАНЦИИ



Цели работы и решаемые задачи:

Цель Работы:
• Разработка методики измерения электрических параметров 

полупроводниковых с помощью измерительного комплекса на 

основе зондовой станции Signatone S1160;

Решаемые задачи:
• Разработка методики применения среды LabView совместно с 

зондовой станцией Signatone S1160;

• Разработка измерительного виртуального комплекса в среде 

LabView.

• Отработка методики применения программных сред 

виртуализации измерительных сред и приборов и анализа по 

замене традиционных лабораторных приборов.
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Этапы функционального контроля
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1.Общее тестирование МЭМС

2.Поэлементное тестирование  
МЭМС

Тестирование 
транзисторов

Тестирование 
резисторов

Тестирование 
др.элементов
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Состав измерительного комплекса
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Структурная схема зондовой станции

1 — Рычаг для линейного вертикального 
перемещения, 
2 — Вакуумные порты и соединения с 
сигналом, 
3 — Большая стальная подвижная плоская 
рабочая поверхность (стол),
4 — Местоположение микроскопа,
5 — Рычаги для перемещения микроскопа 
по Х и Y осям,
6 — Плавная регулировка подвижной 
плоской рабочей поверхности (стола),
7 — Вакуумный держатель, 
8 — Рычаг для вращения,
9 — Рукоять вакуумного регулятора тяги,
10 — Вакуумный переключатель, 
11 — Рукояти для контроля передвижения 
вакуумного держателя по Х и Y осям
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Выполнение эксперимента

Гарифулина М.Р./ «Методика измерения полупроводниковых структур с помощью зондовой станции»



Гарифулина М.Р./ «Методика измерения полупроводниковых структур с помощью зондовой станции»

Программная среда LabView

LabView — мощная и гибкая 
программная среда, применяемая для 
проведения измерений и анализа 
полученных данных.

LabView — многоплатформенная среда. 
Ее можно испльзовать на компьютерах с 
операционными системами Windows, 
MacOS, Linux. Solaris и HP-UX.

LabView имеет простую в 
использовании и наглядную 
графическую оболочку.

LabView помогает решать различные 
задачи, затрачивая значительно меньше 
времени и усилий по сравнению с 
написанием традиционного 
программного кода.

Запуск виртуального прибора

Остановка виртуального прибора

График

Ввод значений
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Ключевые операторы языка LabView

Назначение
Выбор одного из вариантов 

(истина-ложь) 
Определенный цикл Цикл с условием

Элемент блок-схемы

языка графического

программирования 

LabView

Фрагмент текста 

языка С++

if (Boolean==true) String=’TRUE’;

else String=’FALSE’;

for (N=0; N<13; N++) 

{

ResultArray[N] = A * B;

}

i = 0;

while (ResultArray[i] < 5)

{

В = i;

i++;

}
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Передняя панель ПО комплекса
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Блок-схема измерительного комплекса

Гарифулина М.Р./ «Методика измерения полупроводниковых структур с помощью зондовой станции»



Схема для расчета ВАХ
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А – ток базы;

R1 – нагрузочный резистор;

V1 – напряжение на базе;

V2 – напряжение на 

эмиттере;

Uвх = 5В; 
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Результаты измерений p-n перехода 
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Апробация

• Вторая Всероссийская школа-семинар студентов, 
апсирантов и молодых ученых по направлению 
«Наноинженерия»

• Всероссийский форум «Образовательная среда-
2009»

• Конференция «Будущее машиностроения-2009»
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